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Реферат:
1. Встановлено механізми і закономірності формування дифракційних зображень окремих дефектів у
кремнію (мікродефекти, дислокації, дислокаційні петлі та бар'єри Ломера-Котрела) та їх комплексів на
секційних і проекційних топограмах при дії зовнішніх чинників (ультразвукових деформацій,
еквідистантного і експоненційного згину атомних площин та дії зосереджених сил). Встановлено специфічні
ефекти каналювання і повного внутрішнього відбивання Х-хвиль у випадку сторчкового положення крайових
дислокацій в палатці Бормана. Виявлено особливості формування товщинних осциляцій інтенсивності в
сильно деформованих областях кристалу.

2. The devoted determination of mechanisms and regularities of diffraction patterns formation for single defects in
silicon (microdefects, dislocations, dislocation loops and Lomer-Cottrell locks) and their complexes on sectional
and projection topographs at the action of external influences (ultrasonic deformations, equidistant and
exponential bending of atomic planes and action of concentrated forces). The specific effects - channeling effect



and effect of total external X-ray reflection in the case of the perpendicular edge dislocation in the Borrmann fan -
were established. The features of formation of intensity oscillations in dependence on thickness in the strongly
distorted areas of the crystal.
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